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WYZNACZANIE DEUGOSCI FALI SWIETLNEJ ORAZ STALEJ SIATKI ZA
POMOCA SIATKI DYFRAKCYJNEJ

Zagadnienia:
1. Interferencjaswiatta.
2. Dyfrakcja. Zasada Huyghensa.
3. Warunek wzmocnienia promieni ugigtych na siatce dyfrakcyjne.
4. Rodzaje widm. Analizawidmowa.

Wykonanie éwiczenia:
A. Wyznaczanie statg siatki dyfrakcyjng (rys. A).

Dlawyznaczenia statgj siatki (d) nalezy postuzy¢ si¢ klinem interferencyjnym (filtr
przepuszczajacy swiatto o znang dtugosci (A)).

_ rys. A (widok z gory)
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R —rzutnik

F—filtr

E — ekran
S-—gsatkadyfrakcyjna
O - obserwator

1. Uruchomi¢ rzutnik, ustawi¢ filtr i zanotowaé¢ wskazania czujnika zegarowego (2).
2. Dtugos¢ fali przechodzacego swiatta zalezy od potozenia klina interferencyjnego. Mozna
ja obliczy¢ z zaleznosci : A = az + b, gdzie z [mm] — wskazanie czujnika zegarowego,
a=27,2[nm/mm], b=420[nm].
3. Pomiary naezy wykona¢ dla z, z przedziatu od O (barwa niebieska) do 10 (barwa
Czerwona).

Uwaga: Jezeli podczas zmiany dtugosci fali (A = f(2)) wyczuje sie opor (nawet maty) nalezy
natychmiast zmieni¢ kierunek obrotow sruby.

4. W odlegtosci | od ekranu, mozliwie jak ngjwigkszeg ustawi¢ siatke dyfrakcyjna.

5. Przesuna¢ ruchoma wskazowke (zawieszona na ekrani€) tak, aby pokryta si¢ z prazkiem
pierwszego rzedu po lewe stronie szczeliny i odczyta¢ na skali jg potozenie — C. To
samo powtorzy¢ dla prazka potozonego symetrycznie z prawe strony szczeliny — Cp.
Znalez¢ srednig arytmetyczna obu odczytow :
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Wykona¢ analogiczne pomiary dla prazka drugiego rzedu.

6.
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Zmierzy¢ odlegtos¢ siatki od ekranu (I) (za pomoca tasmy mierniczeg)) i obliczy¢ sinusy
kata ugigcia ¢ (odpowiadajacy prazkom pierwszego rzedun =1, i drugiegorzegdun=2:
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Pomiary powtorzy¢ dla 7 — 8 innych dtugosci fal przepuszczanych przez Kklin
interferencyjny. Diugosci fal wybra¢ tak, aby réwnomiernie pokryty caty badany
przedziat swiatta widzialnego 400 — 700 nm. Wyniki zestawi¢ w tabeli :

Lp. | z[mm] | A[nm] | [[mm] | n | C.[mm] | Co[mm] | C¢ [mm] sing

W jednym uktadzie wspdtrzednych przedstawi¢ krzywe zaleznosci sing = f(A).
Metoda ngjmnigjszych kwadratéw (regregji liniowej) wyznaczy¢ wspotczynniki

kierunkowe prostych a, a nastgpnie stata siatki d zg.

10. Wyznaczy¢ srednig wartos¢ d.
11. Wykresli¢ krzywe C =f(A). Przeprowadzi¢ interpretacje krzywych sing=f(A) i C=1f(A).

B. Wyznaczanie dtugosci fali widma badanego (rys. B).

NP

rys.B  (widok z gory)

L —lampa (np. rteciowa)
E — ekran

S —giatka dyfrakcyjna
O - obserwator

Oswietli¢ szczeling w ekranie E lampa rteciowa, a nastepnie sodowa.

Znalez¢ srednie potozenia C poszczegolnych prazkéw barwnych widocznych w widmie
pierwszego i drugiego rzedu — analogicznie jak przy wyznaczaniu statg) siatki d.

Obliczy¢ dla kazdego prazka sinus kata ugigcia (sing) z zaleznosci (1), i wyznaczy¢
odpowiadajace im dtugosci fal z zaleznosci dsing = nA.

Przeprowadzi¢ dyskusi¢ uzyskanych rezultatéw. Poréwna¢ wyznaczone dtugosci fal dla
linii rteci i sodu z wartosciami tablicowymi.



